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Diese Europédische Norm wurde vom CENELEC Komitee fir Bauslemente der Elektronik (CECC) am
20. November 1991 angenommen. Der Text dieser Norm umfaBt den Text der CECC 11 000 Ausgabe 1
1980 (mit A1 und Addendum) der zugehdrigen CECC Spezifikation. Die CENELEC-Mitglieder sind
gehalten, die Forderungen der CEN/CENELEC-Geschiéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen
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Diese Europaische Norm existiert in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
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den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, den Niederlanden,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Kénigreich. Mit
Ausnahme der nationalen elektrotechnischen Komitees von Griechenland, Island und Luxemburg sind die
Mitgliedslander des CECC mit denen von CENELEC identisch.
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VORBEMERKUNG

Das CENELEC-Komitee fiir Bauelemente der Elektronik (CECC) be-
steht aus den Mitgliedsl&dndern des Europdischen Komitees fiir
Elektrotechnische Normung (CENELEC), die sich an einem harmoni-
sierten Gilitebestdtigungssystem filir elektronische Bauelemente
beteiligen wollen.

Ziel dieses Systems ist es, den internationalen Handel zu erleich-

tern durch Harmonisierung der Normen und Glitebestdtigungsverfah-
ren fir elektronische Bauelemente und durch die Erteilung eines
international anerkannten Konformitdtszeichens oder einer Kon-
formitdtsbescheinigung. Die nach den Regeln des Systems herge-
stellten Bauelemente werden deshalb in allen Mitgliedsl&ndern
ohne weitere Priifung anerkannt.

Die vorliegende Spezifikation ist vom CECC angenommen worden. Sie wurde fiir
diejenigen Mitgliedsldnder erarbeitet, die am System teilnehmen
und harmonisierte nationale Bauartspezifikationen fiir Kathoden-
strahlrbhren herausgeben wollen. Sie ist in Verbindung mit dem Doku-
ment CECC 00 100: "Grundlegende Bestimmungen" (1974) zu verste-
hen.

Zur Zeit der Herausgabe dieses Dokumentes sind folgende L&nder
Mitglied des CECC: Belgien, Dénemark, Deutschland, Finnland, Frank-
reich, GroBbritannien, Irland, Italien, die Niederlande, Norwegen, Osterreich,
Schweden und die Schweiz. Diese Spezifikation kann unter den auf der Innen-
seite des Deckblattes befindlichen Anschriften bezogen werden.

EINLEITUNG

Diese Spezifikation wurde von der CECC-Arbeitsgruppe 11:
"Electro-optical devices" erstellt.

In Ubereinstimmung mit den Anforderungen des Dokumentes CECC

00 100 bezieht sie sich, soweit mdglich, auf die Empfehlungen
der Internationalen Elektrotechnischen Kommission, insbesondere
aber auf IEC 151-14 "Methods of measurement of radar and oscil-
loscope cathode-ray tubes".

Der Text dieser Spezifikation wurde dem CECC als CECC(Secreta-
riat) 303 im September 1974 zur Abstimmung vorgelegt und nach
Ratifizierung des Berichts iliber die Abstimmung CECC(Secretari-
at) 459 vom November 1975 vom CECC Management Committee zum Druck
freigegeben.

Diese Spezifikation wird durch Vordrucke filir Bauartspezifikatio-
nen fir Untergruppe der KathodenrBhren ergdnzt.

Wdhrend der Sitzung in Kopenhagen im M&rz 1979 entschied das

CECC Management Committee, diese Spezifikation nur in englisch

und franzdsisch zu verdffentlichen, da die Deutsche Nationale
Autorisierte Stelle nicht die Notwendigkeit sah, diese Spezifikation anzuwenden.
Im Juni 1983 wurde der nun auch zur Verfiigung stehende deutsche Text ver-
6ffentlicht. Diese Spezifikation erfiillt nicht alle Forderungen von CECC 00 400.

Insbesondere der Wortlaut "... wie in der Bauartspezifikation festgelegt ..."
sollte gelesen werden als ",.. wie in der Bauartspezifikation vorgeschrieben ...".
-2 - CECC 11 000 (Ausgabe 1)
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HAUPTABSCHNITT 1 - GELTUNGSBEREICH

Dieses Dokument befaBt sich mit Kathoden(strahl)rdhren bestd-
tigter Glite.

HAUPTABSCHNITT 2 - ALLGEMEINES

2.1 Rangfolge

Bei irgendwelchen Unstimmigkeiten, wie ‘auch immer ent-

standen, nimmt die Bedeutung der Vorschriften die fol-

gende Rangordnung ein:

(1) Bauartspezifikation

(2) Fachgrundspezifikation

(3) Verfahrensregel nach CECC 00 100 oder anderen inter-
nationalen Dokumenten (z.B. IEC), auf die Bezug ge-

nommen wird.

Die gleiche Rangfolge ist filir die entsprechenden natio-
nalen Dokumente anzuwenden.

2.2 Bezugsdokumente

ISO 1000 1973 SI units and recommendations for the use
of their multiples and of certain other
units

IEC 27 - Letter symbols to be used in electrical
technology

IEC 27-1 1971 Part 1 General

IEC 50 - International Electrotechnical Vocabulary

IEC 67 1966 Dimensions of electronic tubes and valves

IEC 68 - Basic environmental testing procedures

(siehe CECC 00 006)

IEC 100 1962 Methods for the measurement of indirect
interelectrode capacitances of electronic
tubes and valves

IEC 117 - Recommended graphical symbols

IEC 134 1961 Rating systems for electronic tubes and
valves and analogous semiconductor devices

IEC 139 1962 Preparation of outline drawings of os-
cilloscope and picture tubes
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IEC

IEC

IEC

IEC

IEC

IEC

IEC

IEC

IEC

IEC

CECC

CECC

CECC
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151

151-1
151-2

151-8

151-13

151-14

151-15

151-16

236

410

00 100

00 006

00 007

1963
1963

1966

1966

1975

1967

1968

1974

1973

1974

1973

1973

Measurements of the electrical properties
of electronic tubes

Measurement of electrode current
Measurement of heater or filament current

Measurement of cathode heating time and
heater warm-up time

Methods of measurement of emission current
from hot cathodes for high vacuum elec-
tronic tubes and valves

Methods of measurement of radar and os-
cilloscope cathode ray tubes

Methods of measurement of spurious and
unwanted electrode currents

Methods of measurement for television
picture tubes

Methods for the designation of electro-
static deflecting electrodes of cathode
ray tubes

Sampling plans and procedures for inspec-
tion by attributes (siehe CECC 00 007)
Grundlegende Bestimmungen

Grundnorm: Umwelt-Priifverfahren

Verfahren und Tabellen flir Attribut-Stichproben-
prifung
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2.3 MeBeinheiten, Schalt- und Formelzeichen, Begriffe und
Definitionen

MeBeinheiten, Schalt- und Formelzeichen, Begriffe und
Definitionen sind, soweit méglich, den folgenden Ver-
0ffentlichungen 2zu entnehmen:

ISO 1000 1973 SI units and recommendations for the
use of their multiples and of certain
other units.

IEC 27 - Letter symbols to be used in electrical
technology.

IEC 50 - International Electrotechnical Vocabulary.

IEC 117 - Recommended graphical symbols.

Sind andere MeBeinheiten, Schalt- und Formelzeichen, Be-
griffe und Definitionen filir eine der Komponenten dieser
Fachgrund-Spezifikation erforderlich, so miissen sie den
entsprechenden IEC- oder ISO-Dokumenten entnommen werden.
(Sie sind unter "Bezugsdokumente" aufzufiihren.)

2.3.1 Begriffe und Definitionen

Die nachstehenden Abschnitte enthalten ergdnzende Begrif-
fe und Definitionen fiir Kathodenstrahlrthren und sollen
in jedem nationalen harmonisierten System enthalten
sein:

(1) Farbe

Die .Farbe der Anzeige muB entsprechend dem Kelly-
Diagramm, das in Abb. 1 wiedergegeben ist, definiert
werden.
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2.4

3.2

(3) GréB8te mittlere Helligkeit einer Zeile

Zeitlicher Mittelwert der Luminanz, gemessen an der
Stelle gr6Bter Lichtintensitdt der Zeile.

Kennzeichnung

Die Bauartspezifikation muB8 die Identifikationskrite-
rien und andere Informationen angeben, die auf den Bau-
teilen und/oder auf der Verpackung anzubringen sind.
Jeder verwandte Identifizierungskode muB8 vollstdndig
beschrieben sein oder es mi8. auf die entsprechenden
Schriftstiicke hingewiesen werden.

Die Verwendung von mdglicherweise gefdhrlichen Materia-
lien in dem Aufbau der R&hre ist entsprechend den l&n-
derbezogenen Sicherheitsvorschriften anzugeben.

HAUPTABSCHNITT 3 - GUTEBESTATIGUNGSVERFAHREN
Primdre Fabrikationsstufe

Die primdren Fabrikationsstufen umfassen das Niederschla-
gen des Materials flir den Bildschirm, die Montage des
Elektronenstrahlerzeugersystems sowie die Kathodenakti-
vierung.

Diese Vorgidnge miissen unter Aufsicht des zugelassenen
Herstellers durchgefiihrt werden, miissen jedoch nicht am
gleichen Ort stattfinden.

Die Untervergabe dieser Arbeiten ist nicht erlaubt (sie-
he § 7.2.2 der CECC 00 107).

Strukturell dhnliche Bauelemente

Bei gleichzeitiger oder aufeinanderfolgender Fertigung
von mehreren RShrentypen mit gleichen Eigenschaften
(Merkmalen) k&nnen diese gemeinsamen Eigenschaften (Merk-
male) mittels Stichprobe aus dem Gesamtlos aller zugelas-

senen Typen gepriift werden statt aus jedem Los jeden Typs.
Zulissige gemeinsame Eigenschaften(Merkmale) und die damit verbundenen

Priifungen sind beispielsweise folgende:
Hiille und Anschliisse

- Abmessungen

- Widerstandsfdhigkeit der Anschliisse
Lotbarkeit

Feuchtwdrme-Priifung

-7 - CECC 11 000 (Ausgabe 1)
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3.2.2 Elektrodenaufbau einschlieBlich Befestigung und Einbau-
lage

- Vibration
- StoB
- Ablenkempfindlichkeit

3.2.3 Leuchtschirm

- Nachleuchtdauer
- Helligkeit

Die Priifungen, die flir den einzelnen Typ gewdhlt werden,
missen in der Bauartspezifikation vorgeschrieben werden.

3.3 Bauartzulassungsverfahren
Der Hersteller

- hat die allgemeinen Anforderungen von CECC 00 100 zu
erfiillen, die die Zulassung festlegen;

- hat die Anforderungen bezliglich der primdren Ferti-
gungsstufe zu erfiillen, die unter 3.1 dieses
Schriftstiicks aufgefihrt sind;

- hat die Ubereinstimmung der Priifungen mit den Anforde-
rungen der Spezifikation bei drei aufeinanderfolgenden
Losen fiir die losweisen Priifungen und bei einem Los fiir die
periodischen Priifungen nachzuweisen.

Die Stichproben sind den Losen entsprechend CECC 00 007
zu entnehmen. Normale Priifung ist anzuwenden. Wenn die
Stichprobe jedoch eine Annahme von Nullausfdllen ergeben
wlirde, sind zusdtzliche Proben zu entnehmen , so daB
sich die filir eine Annahme auf der Basis von einem Ausfall
notwendige Stichprobengr&Be ergibt.

3.4 Zusdtzliche Verfahren filir die Bauartzulassung
Fiir Fertigungslose unter 280 Stiick gilt die nachstehende Tabelle

anstelle der iiblichen Anforderungen fiir die Stichprobengrife.
Die Stichprobe kann aus einem Fertigungslos entnommen werden.

Eine zweite Stichprobe wird, wie in der Tabelle gezeigt,
entnommen, wenn die Anzahl der fehlerhaften Stiicke die
Annahmezahl ibersteigt, jedoch kleiner ist als die Anzahl
fiir eine Zurlickweisung.
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Tabelle 1

|
Los- Stich- Zurlick- 2.Stich-}{ Gesamte Zurick-
Gruppe grdB8e | proben- Annahme weisung] probe Stich- Annahmeweisung
groBe probe
A 1-7 100% 0 1
(s.Anm.)
8-280 | S 0 2 3 8 1 2
B 1-7 100% ' 0 1
(s.Anm.)
8-2801{ 5 0 2 3 8 1 2
Cc 1-4 100% 0 1
(s.Anm.)
5-280 | 3 0 2 2 S 1 2
D bis 280j 2 0 1
Anmerkung: Die Mindestanzahl fiir die Bauartzulassung betridgt

2 zu priifende R&hren.

Glitebestdtigungskontrolle (siehe § 8 der CECC 00107)
Der Vordruck fiir Bauartspezifikation muB8 den Mindest-
priifplan vorschreiben, der in jeder Bauartspezifikation
enthalten sein muB.

Dieser Priifplan muB auch die Unterteilung in Untergrup-
pen filir die losweise und periodische Priifung angeben.

Ein Vordruck flir Bauartspezifikation kann mehr als einen
Priifplan angeben, die verschiedenen Gitebestdtigungsstu-
fen entsprechen.

3.6 Bedingungen flir Stichproben aus kleinen Losen oder von

teureren Bauelementen

Wenn die LosgrdBe angibt, daB8 fir die geforderte AQL
und das Priifniveau ein Priifplan mit einer Annahmezahl
von Null verwendet werden muB , kann der Hauptpriifer nach
seinem Ermessen und mit Zustimmung der nationalen Uberwa-
chungsstelle (ONS) eines der nachfolgenden Verfahren anwenden:

3.6.1 100%-Kontrolle

Einen Plan mit gr6B8erer Stichprobe und der Annahmezahl 1
flir die angegebene AQL.

3.6.2

CECC 11 000 (Ausgabe 1)
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3.6.3 Den fiir vorgegebene LosgrsBe und Priifniveau angegebenen
Plan mit der ndchsthdheren AQL, wenn dies zu einem
Plan mit der Annahmezahl 1 fiihrt.

3.6.4 Einen Plan mit der Annahmezahl 0. Wenn jedoch ein Ausfall

festgestellt wird, ist eines der nachstehenden Verfahren
anzuwendens

(1) Es wird eine zweite Stichprobe solcher GréBe gepriift,
daB8 beide zusammen zu dem unter 3.6.2 genannten Prif-
plan fiihren (d.h. Stichprobe fiir den Priifplan mit der
Annahmezahl 1 fiir den gleichen AQL). Das Los wird an-
genommen, wenn kein weiterer Ausfall bei der zweiten
Stichprobe festgestellt wird.

(2) Wenn die vier vorherigen aufeinanderfolgenden Lose
bei der Erstkontrolle angenommen wurden, wird das
fragliche Los solange zuriickgestellt, bis das né&chste
Los gepriift ist. Wenn die Stichprobe des folgenden
Loses angenommen ist, werden beide Lose zugelassen.

Wenn die Stichprobe des nachfolgenden Loses nicht an-
genommen wurde, werden beide Lose zurlickgewiesen.

- Wenn beide Lose entsprechend (2) angenommen
wurden und in einem folgenden Los ein einziger Aus-
fall festgestellt wird (wenn die Annahmezahl 0 ist)
bevor einle komplette Serie aus vier Losen angenommen
wurde, so ist das Los sofort zuriickzuweisen (ohne auf
das ndchste Los zu warten).

Beispiel: Das unter 3.6.4 beschriebene System wird am besten
durch ein'BeisPiel verdeutlicht:
Ein Los von 400 Stilick wird stichprobenm&dBig
geprift mit dem Priifniveau S-4 und einer AQL
= 1,0%. Der Stichprobenplan zeigt die Zeile 281
bis 500, die fiir eine Menge von 400 Stilick ange-
wandt wird. 5-4 und eine Losgr&B8e von 400 ergibt
eine Stichprobe von 13. Die Stichprobe von 13
ergibt bei AQL = 1% eine Annahmezahl von Null
Fehlern, alle 400 werden dann angenommen.

Sofern es einen Ausfall gibt, wird die Spalte
flir AQL = 1% heruntergegangen bis zur Zahl 1.
Die Stichprobe flir einen Ausfall betr&dgt 50.
Also wird eine Ergdnzungs-Stichprobe von

(50 - 13) = 37 Stilick gepriift. Sofern hierbei
keine weiteren Ausfdlle zu verzeichnen sind,
werden alle 400 Stiick angenommen. Trotz des

1. Ausfalles wurden aus einem Los von 400 Bau-
elementen nur 50 Stlick gepriift.

3.7 Wiedervorstellung zurilickgewiesener Lose

Sofern eine Stichprobe die Anforderungen einer periodi-
schen Priifung nicht erfilillt, sind MaB8nahmen entspre-
chend Punkt 11 der CECC 00 107 zu treffen.
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3.8 Best&tigte Priifberichte

Sind bestdtigte Priifberichte in der anzuwendenden Bauart-
spezifikation vorgeschrieben und werden sie von einem
Kdufer verlangt, so miissen sie mindestens folgende Anga-
ben enthalten:

- Attributive Informationen (in Ordnung/nicht in Ordnung)
fliir Priifungen der Untergruppen mit periodischen Priifun-
gen ohne Hinweis auf den Psrameter mit dem zurlickgewiesen
wurde.

- Informationen iliber Variable

- Im {ibrigen soll der Inhalt der bestdtigten Priifberichte
den Vorschriften der CECC 00 109 entsprechen.

3.9 Verzdgerte Auslieferung

Kathodenstrahlrdhren, die beim Hersteller iiber 12 Monate
nach der Annahmepriifung lagern, werden den Priifungen der

Priifgruppe A erneut unterzogen oder anderen Priifungen, die
in der Bauartspezifikation vorgeschrieben sind.

3.10 Nichtgepriifte Parameter

Zufriedenstellendes Verhalten unter Betriebsbedingungen,
die nicht in der Bauartspezifikation vorgeschrieben sind,
kann nicht gewdhrleistet werden und ist nicht Gegenstand
der Priifung.

Wenn Nachfrage nach Betrieb unter solchen Bedingungen be-
steht, ist dafilir eine getrennte Bauartspezifikation zu
erstellen. Die zusdtzliche(n) Priifmethode(n) ist/sind
vollstdndig zu beschreiben und geeignete Grenzwerte,
Prifniveaus und AQL's anzugeben.

3.11 Periodische Priifung

Wenn eine Stichprobe die Anforderungen einer periodischen
Priifung nicht erfiillt, missen MaBnahmen entsprechend
§ 15 der CECC 00 107 getroffen werden.

3.12 Liefergenehmigung vor Beendigung der Priifungen der Priif-
gruppe B

Wenn die Bedingungen der CECC 00 007 fiir eine verminderte
Priifung hinsichtlich aller unter Gruppe B durchgefiihrten
Priifungen erfilillt werden, ist es dem Hersteller erlaubt,
Bauelemente der folgenden Lose vor Beendigung dieser Prii-
fungen auszuliefern.
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HAUPTABSCHNITT 4 - PRUF- UND MESSVERFAHREN

Dieser Hauptabschnitt beinhaltet die Priifverfahren, die in je-
dem harmonisierten nationalen Glitebestdtigungssystem enthalten
sein miissen. Nicht alle Priifungen sind auf alle Bauartspezifika-
tionen anwendbar. Die harmonisierten nationalen Gilitebestdti-
gungssysteme miissen angeben, welche Priifungen auf eine spezielle
Kathodenstrahlr6hre anzuwenden sind. Zusdtzliche Priifverfahren,
die in den harmonisierten nationalen Bauartspezifikationen ent-
halten sind, miissen deutlich als nicht-harmonisiert gekennzeich-
net sein,

4.1 Alternative Priifverfahren

Die in dieser Fachgrund-Spezifikation angegebenen Priif-
und MeBverfahren sind nicht die einzigen, die angewandt
werden kdnnen. Der Hersteller hat jedoch die Hationale
iberwachungsstelle zu iliberzeugen, da8 alternative Metho-
den, die er anwendet, gzu den gleichen Ergebnissen fiihren,

wie sie bei den aufgefiihrten Verfahren erzielt werden.
Alternative Verfahren diirfen nicht verwendet werden,
wenn das vorgeschriebene Verfahren als Referenzverfahren
besonders gekennzeichnet ist.

4.2 Normalbedingungen fir die Priifung (IEC 68-1)

Wenn nicht anders angegeben, miissen alle Prifungen unter
den in IEC 68-1 angegebenen Standard-Klimabedingungen
durchgefiihrt werden.

Die einzelnen Abschnitte einer jeden Priifung miissen in
der angegebenen Reihenfolge durchgefiihrt werden.

4.3 Sichtpriifung

Die ROhre muB unter den in der Fabrikation gebrduchli-
chen Beleuchtungsverhdltnissen ohne Betrachtungshilfen
gepriift werden. Die Priifpunkte sind:

- Allgemeiner Eindruck und Verarbeitungsqualitit
- Lose Teile

- Qualitdt der Frontplatte

- RiBlosigkeit im Kolben

- Ausrichtung von RShrensockel und -umhiillung

- Geradheit der Stifte
- Lage, Richtigkeit und Lesbarkeit der Beschriftung
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Abmessungen (IEC 67)

Die Bauartspezifikation muB

eine UmriBzeichnung mit MaBen

enthalten. Die Sockel sollen, wenn irgend méglich, IEC 67
entsprechen.

Anforderungen an das MeBraster

Zeilenzahl des Rasters und ob im Zeilensprungverfahren
oder nicht

Folgefrequenz des Rasters

Horizontale und vertikale Bildabmessungen

Linearitdt der Bildabtastung, wenn anwendbar
Riicklaufzeit, wenn anwendbar

Riicklaufdunkeltastung, wenn anwendbar

Elektrische Priif- und MeBverfahren

Wenn die Bauartspezifikation die Messung der nachstehend

aufgefiihrten Eigenschaften vorschreibt, so miissen

sie

nach den folgenden Verfahren durchgefiihrt werden (siehe
auch 4.1 oben).
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>
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Vakuumfaktor

Steuergittersperrspannung

Kathodenemission

Leuchtdichte

Mechanische Fleckverschiebung
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Heizspannung und/oder Heizstrom

Isolation Heizer - Kathode

Qualitdt des Schirms und der Frontplatte
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Nachleuchtdauer (gepulstes Steuergitter)
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Aufldsung (schmaler Spalt)
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4.6 Elektrische Prif- und MeBverfahren (Fortsetzung)

4.6.20 Strom der Nachbeschleunigungselektrode

4.6.21 Gegenseitige Beeinflussung (Mehrstrahlrdhren)
4.6.22 Ablenklinearitét

4.6.23 Elektrische Punktverschiebung

4.6.24 Widerstand der Nachbeschleunigungselektrode
4.6.25 Fokussierung

4.6.26 Bildabmessungen (Gr&8tmaBe)

4.6.27 Widerstand des AuBenbelages

4,6.28 Durchmesser des unfokussierten Lichtpunktes

(magnetische Fokussierung)

Mittlere Spitzenleuchtdichte einer Zeile
Kathoden-Anheizzeit

Stérmodulation des Heizfadens
Bildschirmrauschen

L= -
L]

AR
L]

wwwN

N =OWY

4.6.1 Vakuumfaktor

Zweck: Messung des Restdrucks des in der ROhre enthal-
tenen Gases nach Beendigung des Herstellungsverfahrens.
Diese Priifung wird hauptsdchlich bei RShren eingesetzt,
die ein Strahlerzeugersystem haben, das nicht die Struk-
tur einer Triode besitzt.

Verfahren: Die Spannungen werden, wie in der Bauartspe-
zifikation angegeben, an die R&hrenelektroden angelegt.
Die Steuergitterspannung wird so eingestellt, daB der
vorgegebene Strom in der Kathode oder im zweiten Gitter
flieBt.

Der Strom in der angegebenen Elektrode wird gemessen.

Der Wert des Vakuumfaktors wird mittels der nachstehen-
den Gleichung berechnet:

_ Strom in der angegebenen Elektrode
Vakuumfaktor = Strom in der Kathode oder im zweiten Gitter

VorsichtsmaBSregeln

(1) Vor Beginn der Priifung werden alle Spulen (Fokussier-,
Ablenk- und Abgleichspulen usw.) abgeklemmt oder
herausgezogen und die Ionenfallenmagnete sind nicht
montiert.

(2) Die Kriechstrtme werden von der Anzeige der anderen
Strme abgezogen.

In der Bauartspezifikation vorzuschreibende Bedingungen:

- Die Spannungen fiir die verschiedenen Elektroden und
der Strom in der Kathode oder im zweiten Gitter.

- Die Elektrode, in der der Strom gemessen wird.
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4,6.2 Steuergittersperrspannung

Zweck: Messung der Steuergitterspannung, bei der das
Licht vom Schirm der Kathodenstrahlrthre bis zur Sicht-
barkeitsschwelle unter gegebenen Bedingungen vermindert
wird.

Verfahren: Die Priifung wird in einem abgedunkelten Raum
durchgefiihrt.

Die Elektrodenspannungen werden, wie in der Bauartspezi-
fikation angegeben, angelegt und das vorgeschriebene
Bild auf dem Schirm sichtbar gemacht. Wenn nicht anders
in der Bauartspezifikation angegeben, ist das Bild ein
unabgelenkter fokussierter Lichtpunkt.

Die Steuergitterspannung wird so eingestellt, daB der
Lichtpunkt (oder das Bild) gerade verldscht; diese Span-
nung wird gemessen.

In der Bauartspezifikation vorzuschreibende Bedingungen:

- Die Spannungen fiir die verschiedenen Elektroden

- Ablenkbedingungen, sofern notwendig. (Wenn ein Raster
vorgeschrieben wird, sollen die Bedingungen 4.5 ent-
sprechen.)

4.6.3 Kathodenemission
Zweck: Messung der Kathodenemission.

Verfahren: Die Elektrodenspannungen und, wenn angegeben,
das Ablenkraster werden, wie in der Bauartspezifikation

angegeben, angelegt.
Folgende Parameter werden gemessen:

(1) Die negative Steuergitterspannung oder die positive
Kathodenspannung, die gerade ein visuelles Verschwin-
den des Lichtpunktes oder Rasters bewirkt.

(2) Der Kathodenstrom (Ix) bei 0 Volt zwischen Steuer-
elektrode und Kathode.

Der Kathodenstrom soll gleich oder griBer sein als der folgen-
dermaBen berechnete Wert:

3/2

Kathodenstrom Iy = K (Sperrspannung)
wobei K der angegebene Kathodenfaktor ist.
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Wenn der Betrieb mit der Vorspannung 0 die R&hre durch
zu hohe Kathodenbelastung iliberlasten wiirde, kann die
Spezifikation die Messung des Kathodenstroms bei der
halben Steuergitterspannung oder Kathodenspannung ange-
ben, die ein visuelles Verschwinden bewirkt.

Der Kathodenstrom (Ixq1) soll dann gleich oder grdBer
sein als der folgendermaBen errechnete Wert:

I _ K_(Sperrspannung) */a
ki VizE

wobei K der angegebene Kathodenfaktor ist.

Innerhalb des erlaubten Kathodenstrombereichs soll keine
Abnahme des Emissionsstromes, die sich als negative Stei-
gung in der Kathodenstrom-Steuergitterspannungskennlinie
duBert, zu sehen sein (siehe Bild 2).

Bild 2 g1

In der Bauvartspezifikation vorzuschreibende Bedingungen:

- Die Spannungen fiir die verschiedenen Elektroden

- Ablenkbedingungen, sofern notwendig (wenn ein Raster
vorgeschrieben ist, miissen die Bedingungen 4.5 ent-

sprechen)

- Kathodenfaktor X.
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4.6.4 Leuchtdichte
Ziel: Messung der

(1) Steuergitterspannung und/oder des Stromes in einer
angegebenen Elektrode zur Erzielung der geforderten
Leuchtdichte unter vorgegebenen Betriebsbedingungen

oder

(2) der Schirm-Leuchtdichte unter vorgegebenen Betriebs-
bedingungen mit festgelegter Steuergitterspannung
oder angegebenem Elektrodenstrom.

MeBaufbau

° ] fotoelektrische Zelle
‘(/'mit Filter (Fotometer)

Ausgang ’
F D

zu prifende Réhre

Bild 3

Beschreibung: Die VersuchsrShre und das Fotometer (ge-
eicht filir Lichtstdrkenmessungen) sind zusammen in einem
Dunkelraum oder einem lichtdichten Behdlter untergebracht.
"D" bezeichnet den Abstand zwischen dem Schirm der Ka-
thodenstrahlrShre und der lichtempfindlichen Fl&che des
Fotometers. "D" ist so groB, daB die Fotometeranzeige
sich umgekehrt quadratisch zur Anderung von D erhdht.
Dieser Wert betrdgt normalerweise das 5fache der Raster-
diagonalen bei einer Genauigkeit von 1%.

Alternativ kann man ein Fotometer bekannter Apertur, das
mit einer Lambertquelle kalibriert wurde, fiir die Messung
der Leuchtdichte benutzen und es in engen Kontakt mit dem
Bildschirm bringen.

Wenn nicht anders in der Bauartspezifikation angegeben,
muB das Spektralverhalten des Fotometers dem des IEC
Referenzbeobachters von 1931 entsprechen.
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Verfahren 1: Die Spannungen werden, wie in der Bauart-
spezifikation angegeben, an die R&hrenelektroden ange-
legt.

Bei vorgegebenem Bild wird die Steuergitterspannung so
eingestellt, daB die angegebene Lichtstdrke/Leuchtdichte
erreicht wird.

Die Steuergitterspannung und/oder der Strom in einer
festgelegten Elektrode werden gemessen.

Verfahren 2: Die Elektrodenspannungen werden, wie in
der Bauartspezifikation angegeben, angelegt. Bei vorge-
gebenem Bild wird die Steuergitterspannung oder der Strom
in einer vorgegebenen Elektrode auf den in der Bauartspe-
zifikation angegebenen Wert eingestellt. Die Lichtstdrke/
Leuchtdichte des Bildschirms wird gemessen.

Anmerkungen zu den Verfahren 1 und 2:

(1) Der gemessene Strom in der vorgegebenen Elektrode
kann korrigiert werden, um die Auswirkung von Kriech-
stromen zu vermeiden.

(2) Die Modulationsspannung kann angegeben werden; sie
wird errechnet, indem die gemessene Spannung von der
Steuergittersperrspannung (siehe Priifverfahren 4.6.2)
abgezogen wird.

(3) Die Lichtstdrke ist mit der mittleren Leuchtdichte
des Rasters durch die nachstehend aufgefiihrte Bezie-
hung verbunden:

Lichtstirke (in candela) = Leuchtdichte

(in candela pro m?) x Rasterfl&dche (in m?)
In der Bauartspezifikation vorzuschreibende Bedingungen:
- Die Spannung fir die verschiedenen Elektroden

- Ablenkbedingungen, sofern notwendig (wenn ein Raster
vorgeschrieben wird, miissen die Bedingungen 4.5 ent-
sprechen)

- Umgebungstemperatur in Schirmn&dhe, wenn noétig

- Lichtstdrke/Leuchtdichte des Bildschirms oder festge-
legte Elektrode und ihr Strom oder Steuergitterspannung

- Spektralverhalten des Fotometers, sofern es sich von
dem des IEC-Referenzbeobachters von 1931 unterscheidet

- Lage(n) des Fotometers auf die Rohrenfront zur Leucht-
dichtemessung.
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